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Abstract 
 
Herausforderungen der Metrologie 
 
Die Metrologie, die Wissenschaft und Technik des Messens, spielt eine wichtige, wenn auch oft unsicht-
bare Rolle in Schlüsselaspekten der modernen Gesellschaft. Ein zuverlässiges, einheitliches und interna-
tional anerkanntes Messwesen ist eine unerlässliche Grundvoraussetzung für den Handel mit messbaren 
Gütern, für die industrielle Fertigung, die Forschung, für messbare Dienstleistungen, für den Verkehr 
sowie für den Schutz und die Sicherheit des Menschen und der Umwelt.   

Das Referat widmet sich dieser metrologischen Infrastruktur, zeigt deren Tradition, aktuelle Organisati-
on und Aufgaben sowie künftige Entwicklungen.  

 

Referent:  Beat Jeckelmann  
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Abstract 
 
Ein Messgerät für alle Fälle – FPGAs eröffnen neue Horizonte in Messgeräten 
 
FPGAs oder Field‐Programmable Gate Arrays sind integrierte Schaltkreise der Digitaltechnik, in den eine 
logische Schaltung programmiert werden kann. 
Diese Bausteine erforderten lange sehr tiefgreifendes Wissen um die Schaltungen zu programmieren 
und waren somit nur wenigen Spezialisten in der Elektronikentwicklung zugängig. 
Mittlerweile gibt es die unterschiedlichsten Messgeräte bei denen der Anwender leichten Zugang zum 
FPGA also dem Herz des Messgerätes erhält. Damit lässt sich die Charakteristik eines Messgerätes per 
Software verändern. Aufgabenstellungen wie leistungsfähige Signalverarbeitung, DSP‐Funktionalität, Co‐
processor Funktion und High‐speed Datenstreaming und komplexe Triggerfunktionen lassen sich dabei 
einfach implementieren und bei ändernden Anforderungen einfach anpassen. 
National Instruments zeigt da den Stand der Technik anhand von spannenden Anwendungen und 
neusten Technologien. Darüber hinaus werden Applikationsgebiete erläutert, in welchen diese FPGA‐
Technologien in der Messtechnik entscheidende Vorteile bringen. 
  
Referent:  Christoph Landmann, National Instruments Germany GmbH 
  Luca Pretto, National Instruments Schweiz 



Abstract 

Der Einfluss schneller Mess-Kurven Update Raten von 
elektronischen Messgeräten auf die Fehlersuche in komplexen 
elektronischen Designs.  

Die Geschwindigkeit mit der ein Messgerät Signale einliest und darstellt, ist ein 
wichtiger Parameter der großen Einfluss darauf hat, wie ein Instrument auf einen 
Input reagiert. Noch wichtiger ist, sie wirkt sich auf die Fähigkeit aus, 
intermittierende Fehler in elektronischen Schaltungen zu finden und zu beheben.  

Das Verständnis dieses oft übersehenen Parameters kann die Auswahl eines 
geeigneten Instruments vereinfachen.  

Referent: Gerald Wacker 

Firma: Roschi Rohde & Schwarz AG, Mühlestr. 7, 3063 Ittigen 



Abstract 
Elektronische Messtechnik 
 
Neue inovative Möglichkeiten für die schnelle Fehlersuche mit Oszilloskopen in 
elektronischen Schaltungen 
 
Moderne Oszilloskope bieten immer bessere Werkzeuge zum Auffinden von Fehlern und sporadischen 
Störungen. 
 
Schlaue Trigger, immerer schnellere Bild-Updatraten, Suchfunktionen und automatische TriggerScan 
Funktionen helfen dabei Feher und Ausreisser möglichst einfach zu finden. 
 
Analysewerkzeuge wie Histogramm oder Tracking helfen den Fehler zu analysieren und die Ursache 
aufzuspüren.  
 
Es werden praktische Beispiele für die obigen Methoden erklärt und mit einem Live Signal auf einem 
Oszilloskop gezeigt. 
 
Wann ist welche Methode sinnvoll? 
Was ist der Unterschied zwischen einem HW und einem SW Trigger? 

 
Referent:  Martin Roggo, Thomas Stueber, Albert Hanselmann 

Firma:  LeCroy SA, 8053 Zürich 



Abstract  

Methoden zur Fehlersuche im digitalen Design mit Hilfe von Mixe d 
Signal Oszilloskopien und Logik Analysatoren  

Müssen Sie serielle Busse in Echtzeit dekodieren und auf Fehlerbedingungen triggern? 

Sollen Protokollfehler korreliert werden zu den analogen Signaleigenschaften, wie z.B. ein 

Glitch? Müssen Sie die Zeitabläufe auf mehreres seriellen Busse koinzident untersuchen und 

digitale sowie analoge Signale korrelieren? Sollen die Daten des seriellen Busses als 

Packete dargestellt werden und Zeitmarken von Paketen zu den analogen Signalen korreliert 

werden?  

Für diese Problemstellung bieten moderne Mixed Signal Oszilloskope, die Logikanalyse, 

Oszilloskope mit hoher Bandbreite und Protokollanalyse in einem Gerät vereinigen, eine 

preisgünstige Alternative. Die Vorteile dieses Meßgerätes zur Analyse von Physikalischer- 

bis Protokoll-Ebene werden exemplarisch an der Korrelation von Signalen in einem FPGA 

Speicher-Controlers und von externen DDR DRAMs sowie an der Korrelation von mehreren 

seriellen Bussen, wie CAN, SPI, I2C und UART vorgeführt. Außerdem  wird ein Ausblick auf 

Oszilloskope mit höheren analogen Bandbreiten bis 32GHz gegeben. 

Referent: Dr. Thomas Kirchner 

Firma: Agilent Technologies 

 




